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Resumen

Los sistemas comerciales para la obtencion de imdgenes 2D son rdpidos y fiables pero
inadecuados para obtener imagenes 3D. Esta tecnologia permite generar imagenes 3D de alta
calidad mediante un haz laser plano eliminando el movimiento fisico de la muestra y
aumentando la velocidad de adquisicidon y el campo total de visién gracias a un array de
microlentes combinado con espejos galvanométricos. La invencién es util para microscopia,
especialmente para imagenes de muestras bioldgicas complejas.

Aspectos innovadores:

= Obtencion de imagenes 3D mediante un microscopio de haz laser plano
= Combina elementos en una configuracién innovadora:
o Matriz o “array” de microlentes.
o Espejos galvanométricos.
o Modulador espacial de luz.
= Posicionamiento estdtico de la muestra al obtener una imagen 3D
= Obtencion de imagenes de muestras biolégicas complejas, incluidas transparentes o semi-
transparentes
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Ejemplo del barrido en distintos elementos del array de lentes, mostrando dos campos
de vision (uno por lente). El campo de vision total estaria compuesto de la combinacion
de todas las imdgenes de cada lente para cada posicion del haz Idser plano.
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Ventajas competitivas:

= No es necesario mover la muestra para obtener una imagen 3D.

= Utiliza una matriz de microlentes en sustitucidn del objetivo cldsico del microscopio.

= Barrido 3D mediante la combinacién de una matriz de microlentes y espejos
galvanométricos.

= Los espejos galvanométricos permiten seleccionar el elemento que se quiere muestrear,
eliminando la necesidad de mover fisicamente la muestra.

= Posibilidad de incluir un corrector de aberraciones (p.ej. modulador espacial de luz).

= Gran rapidez para tomar una imagen 3D

Grado de desarrollo: Listo para demostracion.

Propiedad Industrial e Intelectual: Patente solicitada.
= Prioridad: solicitud de patente espafiola: P201830912. Fecha: 21/09/2018.

=  Solicitud PCT: PCT/ES2019/070629. Fecha: 20/09/2019.
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